Egitimde ve Psikolojide Ol¢me ve Degerlendirme Dergisi, Yaz 2012, 3(1), 221-229

Cok Boyutlu Madde Tepki Kuram'

ibrahim Alper KOSE *

Abant Izzet Baysal Universitesi

Ozet

Egitim ve psikolojide test alanlarin verdigi tepkilerden en dogru ve kullanish sonuglar elde etmeyi amaglamak bu
alanlarda galisanlarin temel noktasi olmustur. Bu amaca ulagsmak i¢in bir¢ok kuram gelistirilmistir. Klasik test
kurami, madde tepki kurami....vb &rnek olarak verilebilir. Madde tepki kurami bireyin performansinin altinda
yatan ortiik 6zelligi aciklamak igin kullanilan gii¢lii bir model olmasia ragmen, tek boyutluluk varsayimimin
kargilanmadigr durumlarda tek boyutlu modeli, ¢ok boyutlu test verisine uygulamak yetenek ve madde
parametreleri kestirimlerinde gecerlik sorunlarmi beraberinde getirecek ve model-veri uyumunda 6nemli
problemler ortaya cikaracaktir. Bunun yaninda 6l¢gme araglarina dayali olarak verilen gesitli kararlarin (segme,
yerlestirme, akademik basarinin degerlendirilmesi vb.) isabetliligi acgisindan dogru modelleme son derece
onemlidir. Bu nedenlerle bu ¢alismanin amaci, ¢ok boyutlu madde tepki kurammin ayrintili olarak tanitiimasi,
tek boyutlu modeller karsisinda alana getirdigi yenilikler ve avantajlarin tartisilmasidir.

Anahtar Sézciikler: Olgme Kurami, Madde Tepki Kurami, Cok Boyutlu Madde Tepki Kurami

Abstract

Providing the most useful and valid inferences from examinee responses is the basic point for researchers, who
study at the education and psychology area. For this aim, many theories have been developed such as classic test
theory, item response theory...ect. Item response theory is the robust theory to explain latent ability on examinee
performance but in the case of circumstances in which unidimensionality assumption cannot be met, application
of undimensional models to multidimensional data matrix, brings validity problems on estimation of ablity and
item parameters and also cause model-data fit problems. Furthermore, correct modeling as a basis for
measurement tools is very fundemental for various decisions (election, placement, assessment of achievement).
For these reasons, the purpose of this study is to introduce multidimensional item response theory (MIRT) and
to discuss advantages and innovations of MIRT across unidimensional IRT models in the frame of literature.

Keywords: Measurement Theory, Item Response Theory, Multidimensional Item Response Theory

Egitim ve psikolojide ¢esitli amaglarla bireyler hakkinda kararlar verilmektedir. Bu kararlarin
dogru ve giivenilir olmalar1 amaciyla egitim ve psikoloji alanindaki arastirmacilar, davramislarin daha
gecerli ve giivenilir dlglilmelerini saglayacak yeni yaklasimlar gelistirmektedirler. Bu yaklasimlar
gelistirilirken Olgiilecek 6zelligi nicellestirecek ve ortaya konan niceligin anlamini yorumlayabilecek
giiclii 6l¢me kuramlarina ihtiyag duyulmustur. Bu amagla, arastirmacilar, gecerli ve giivenir sonuglar
veren gii¢lii 6lgme kuramlarmi gelistirmektedirler.

Tek boyutlu Madde Tepki Kuramm (MTK) pratik test durumlarma Klasik Test Kuramu
(KTK)’ndan daha iyi bir ger¢eve sunmasina ragmen, kuramsal ve gorgiil kanitlar tepki verilerinin
¢ogunun tek boyutluluk varsayimina tamamen uymadigimi gostermektedir. Bunun yaninda tek
boyutlu MTK’da tek bir maddenin sadece bir ortiik 6zelligi dl¢tiigiinii varsaymak veri grubu ile tek
boyutlu modellerin uyum sorunlarini da beraberinde getirmektedir. Buna ek olarak ¢ok boyutlu veri

' Bu caligma “Madde Tepki Kuranna Dayali Tek Boyutlu ve Cok Boyutlu Modellerin Test Uzunlugu ve Orneklem
Biiyiikliigii Acisindan Karsilastirilmasi” isimli tez ¢alismasindan 6zetlenerek hazirlanmustir.
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grubu i¢in tek bir 6zellik boyutunun oldugunun varsaymak, MTK’nin degismezlik 6zelligini de
tehdit etmektedir (Ackerman, 1994).

Tek bir ortiik 6zelligi 6lgmek icin ¢ok boyutlu maddeler kullanmak testin yap1 gegerligini
diistirmektedir. Ciinkii testin yapi gegerligi kuramsal yapiya ve teste Ozgii 0lgme aracina veya
islemine baglhdir. Tek boyutlu modellerin kullanilmasi ile tek boyutluluk varsayiminin ihlali sonucu
cok boyutlu oOrtik uzay ile hedeflenen tek boyutlu ortik uzay arasinda birebir esleme
yapilamayacaktir. Testin yap1 gegerliginde bilissel siireglerde tek boyutlu modellemeden ¢ok boyutlu
modellemeye gegis ile birlikte bu sorunlar ortadan kalkacaktir. Egitim ve psikolojide test alanlarin
verdigi tepkilerden en dogru ve kullanish sonuglar elde etmeyi amaglamak bu alanlarda ¢alisanlarin
temel odak noktasi olmustur. Bunun yaninda 6lgme araglarina dayali olarak verilen gesitli kararlarin
(se¢me, yerlestirme, akademik basarinin degerlendirilmesi vb.) isabetliligi agisindan dogru
modelleme son derece onemlidir. Bu noktadan hareketle bu ¢alismanin temel amaci ¢ok boyutlu
MTK’nin ayrintili olarak tanitilmasi, tek boyutlu modeller karsisinda egitim ve psikoloji alanina
getirdigi yenilikleri ve avantajlari ilgili alanyazin ¢ergevesinde tartigmaktir.

Olgme tarihinde, bir testi yanitlayan bireyin performansinin altinda yatan ortiik ozelligi
aciklamak i¢in gelistirilen baslica kuram KTK’dir. KTK, testten alinan puani, ger¢cek puan ve 6lgme
hatasinin toplamu ile agiklayan basit bir modeldir. Buna karsin kuram, pratik test durumlarinda
istenmeyen Ozellikleri de tagimaktadir. Test ve madde 6zelliklerinin gruba bagli olmasi, bireyin
performansi hakkinda bilginin sadece testin tiimii {izerinden verilmesi ve madde bazinda cevaplayici
performansi hakkindaki bilginin ise kaybolmasi kuramin 6nemli sinirliliklarindandir (Hambleton,
Swaminathan ve Rogers, 1991).

Psikolojik dlgme alaminda son yiizyilin en 6nemli gelismelerinden birisi MTK’dir. MTK,
kiginin Olgiilen oOzellikteki yerini, test maddelerine verdigi yanitlar1 kullanarak KTK’min zayif
varsayimlarma kars1 gelistirdigi giiclii varsayimlarla matematiksel bir model ile agiklayan modern test
kuramidir (Bobcock, 2009). Kuramin 6nceki 6lgme kuramlarmna gore en dnemli avantajlar;; madde
giiclik degerlerinin ve yetenek diizeylerinin ayni Glgek diizeyinde yer almasi (Spencer, 2004),
cevaplayiciin yetenegini daha keskin (precision of measurement) ve daha kiigiik 6lgme hatalari ile
ortaya koymasi, elde edilen madde parametrelerinin ayni evrenden gelmis farkli orneklemlerde
degismezlik 6zelligini korumasi ve tahmin edilen yetenek diizeylerinin farkli alt test maddelerinde de
degismez olarak kalmasidir. Ayrica MTK’da cevaplayicilarin yetenek diizeylerinin karsilastiriimasi
daha keskin ve daha kullanislidir. Bunun nedeni KTK’dan farkli olarak, testin tiimiinden elde edilen
6lgme hatasmin biitiin cevaplayicilar igin ayni olmadigini varsaymasidir (Lee, 2007).

MTK, gelistirilmesinden giiniimiize kadar egitim ve psikoloji alanindaki 6l¢gmelerde siklikla
kullamlmistir. Bunun yaninda MTK, test gelistirme, test puanlarini esitleme, madde yanliliklarin
belirleme, bilgisayar ortaminda bireysellestirilnis testlerde cevaplayicinin yeteneginin kestirilmesi
gibi birgok Slgme alanina yenilikler ve uygulanabilir ¢dzlimler getirmistir. Buna karsin MTK, giiglii
matematiksel ve istatistiksel varsayimlara dayanmasi ve bu varsayimlarin karsilanmasi ve model veri
uyumunun saglanmasi durumunda islerlik kazanabilmektedir (Zhao, 2008). Kisa zaman Oncesine
kadar en ¢ok kullamilan MTK modeli olan tek boyutlu MTK, cevaplayicinin bir grup test maddesi
karsindaki performansini, tek bir yetenek veya ozellik ile aciklamaktaydi. Farkl tiirdeki testler ile
yapilan aragtirmalar kuramin bu varsayiminin tamamen karsilanmasinin olduke¢a gii¢ oldugunu ortaya
koymustur. Ozellikle basari testlerinin birden fazla boyutu &lgtiigii artik bilinen bir gercektir. Boyle
cok boyutlu testlerin olmasi, kuramin tek boyutluluk varsayiminin ihlallerini ortaya g¢ikarmaktadir
(Pomplun, 1988).

Tek boyutluluk varsayiminin ihlali ile yapilan kestirimlerde sadece basat boyut kestirilmekte,
diger boyut hakkindaki bilgi ise kaybolmaktadir (Kreiter, 1993). Bunun yaninda Ackerman (1992,
1994a, 1994b), tek boyutluluk varsayimi ihlal edildiginde test alanlarmn tek bir &zellik tlizerinde
siralanamayacagini belirtmistir. Bunun nedeni olarak da ¢ok boyutlu ortiik uzay ile cevaplayicinin tek
bir yetenegi ile bire bir esleme yapilamayacagini gostermistir. Tek bir ortiik 6zelligi dlgen bir testi
gelistirmenin neredeyse imkansiz olusu (Lee, 2007), bilgi kaybinin en aza indirilmesi ve bunlarin
sonucu olarak daha gecerli ve giivenilir 6lgmeler yapabilmek amaciyla iki veya daha fazla yetenek
gerektiren testler i¢in ¢ok boyutlu MTK modelleri gelistirilmistir.
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Basit istatistiksel modeller, karmasik modellerin temelini olusturmaktadir. Bu durum MTK
modelleri i¢in de gecerlidir. Tek boyutlu MTK modelleri ile ¢ok boyutlu MTK modelleri arasindaki
iliski tek boyutluluk varsayimmin ihlaline dayamr. Ornek olarak bir matematik sorusunu alalim.

“Ayse ile ablasinin cevizlerinin toplami 86 dir. Ayse’nin cevizlerinin 2 katvin 13 fazlas:,
ablasinin cevizlerinin 3 katina esittir. Her birinin kacar cevizi vardir?”
Bu tiir sorularda cevaplayicidan once matematik problemini okuyup anlamasi, daha sonra da
matematiksel islemlerle bu problemi ¢ézmesi beklenir. Bu tiir problemler, hem okudugunu anlama
hem de islem yeteneklerini beraber gerektirmektedir. Bu gibi durumlarda tek boyutluluk varsayiminin
kargilanmasi1 oldukca zordur. Bunun sonucu olarak test verisini dogru bir sekilde temsil edecek farkli
modellere ihtiyag duyulmaktadir. Tek boyutlu MTK’nin bu sinirliligina karsi gelistirilmis modeller
genel olarak ¢cok boyutlu MTK modelleri olarak adlandirilir (Smith, 2009).
Cok boyutlu MTK, yapilar veya boyutlar olarak kavramsallastirilan iki veya daha fazla ortiik
degisken ile test alanin belirli bir test maddesini dogru olarak cevaplama olasilig1 arasindaki iliskiyi
matematiksel bir model ile agiklayan modellerdir. Bir baska ifade ile tek boyutlu MTK modellerinin
cok boyutluluga uyarlanmasidir (Ackerman, Gierl ve Walker, 2003). Cok boyutlu MTK, faktor
analizinin veya yapisal esitlik modellemesinin 6zel bir durumu veya tek boyutlu madde tepki
kuraminin bir uzantisi olarak da diistiniilebilir. Faktoér analizinin bir uzantis1 olarak Christoffersson
(1975, Aktaran; Ackerman, Gierl ve Walker, 2003; McDonald, 2000) bir grup ortiik degiskeni, v ile,
tanimlamis ve bu degiskent;

v, =Af+8, seklinde ifade etmistir. Esitlikte;
A= [/1, Ay gerens /ln] ...... ortak faktor yiikleri matrisini (common factor loadingsMatrices),

PP ortak faktdr vektdriinii (common factor vector),

O e i’nci tekil faktori (unique factor), ifade etmektedir.

1

Bu model her i maddesi i¢in, maddenin dogru cevaplanmasindan sorumlu bir ortiikk degiskenin
varhigini varsaymaktadir. Bu ortiik degisken siirekli ve normal dagilan bir degiskendir. Cevaplayicinin

yeterligi belli bir esik degerinin, ¢,, lizerinde veya esitse, madde dogru cevaplanir, aksi durumlarda
cevaplayict maddeyi yanlis yanitlayacaktir. 1-0 seklinde puanlanan her i maddesi igin cevaplayicinin
tepkisi,

U,=1,eger v, >t ise veya

U, =0,eger v,<t, seklinde gosterilir.

i maddesini dogru yanitlayan cevaplayicilarin orani (p degeri veya giicliik diizeyi) normal
dagilim egrisinde esik degerinin, ¢,, lizerinde kalan alanin orani olarak,

p; :N(ti)

ifade edilebilir. Esitlikte N normal ogive fonksiyonunu temsil etmektedir. Bu sonu¢ k-boyutlu
normal ogive fonksiyonunun gelismesine neden olmustur. Fonksiyon;

P=1{U,=10,.0,}=N{B, +B6,}= N + B0, + B0s +...5,0,}
seklindedir. Esitlik 6’da;

t
B, = —= madde gii¢liik parametresini,

v

ve k’nc1 boyut i¢in;

B, =—==  madde aymricilik parametresini gostermektedir.
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Burada v/, agiklanan madde varyansini veya ortak faktoriin (communality) 1’den ¢ikarilmasini
ifade eder. Esitlik 6 incelendiginde Lord (1980; Aktaran; Ackerman, Gierl ve Walker, 2003)’un tek
boyutlu madde parametreleri;

P{Ui :1|9}:N{ai(9_b1’) }:N{aie_aibi}

ile iliskili oldugu goriilmektedir. Bu esitlikte B,,, —a,b,ifadesine ve f,’de madde ayiricilik

parametresine (a;) karsilik gelmektedir. Bu iki yaklagimin bir uzantis1 olarak iki boyutlu normal ogive
modeli
1

-1,7(a,6,+a,0,+d )

PU, =10,0,}=

l+e

Birinci Boyut icin Srtiik
Ozellik

Sekil 1. Iki Boyutlu Bir Maddenin Madde Karakteristik Yiizeyi (0,=2.0, a,=0, d=0. 5)

Tek boyutlu MTK’da madde karakteristik egrilerinin yerini ¢ok boyutlu MTK’da madde
karakteristik yiizeylerinin almasi, bazi terminolojilerin de degismesi anlamina gelmektedir. Bu
kavramlar1t Reckase (1985, 1997) ¢ok boyutlu madde gii¢ligi-CMG (multidimensional item
difficulty) ve ¢ok boyutlu madde ayiriciligi-CMA (multidimensional item discrimination) olarak ifade
etmistir. CMG ve CMA’in her ikisi de ¢ok boyutlu maddeleri 6zetleyen degerlerdir.

25 6  CMA=Vektsrin
uzunlugu

15 b=CMG= Vektériin
baglangicindan

1 orjine olan uzakhk |

s T k
[#]
il 6;

&

1.5 p=05

Sekil 2. Madde Vektor Grafigi

CMA (Sekil 2.), maksimum ayiricilik parametresi olarak da bilinen ¢ok boyutlu madde ayirt
ediciligi, tek boyutlu MTK’da madde ayirt ediciligine karsilik gelmektedir. Tek boyutlu modellerdeki
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madde ayirt ediciliginden farkli olarak ¢ok boyutlu MTK’da madde ayiriciligi vektor (@) olarak ifade
edilir. Bu vektor her iki boyut i¢in ortak madde ayirt edicilik giicli olarak tanimlanir (Smith, 2009).

Matematiksel ifadesi;
CMA= fzaik veya CMA= 11a3 +al.22 “dir.
k=1

Bu vektdrel uzunluk maksimum ayiriciig temsil eder. ifadedeki a, ve a, her iki ortiik
ozellik i¢in madde ayricilik degerlerini ifade etmektedir (Zhang, 2008).

CMA, maddenin toplam ayirt ediciligini ifade eden bir vektor olduguna gore, bu vektoriin
bir agisal yoniiniin (direction) de olmasi gereklidir. Bu ag1 degeri 0, eksenine yakin ise birincil olarak
0, yetenegini (Sekil 3.-madde 3), 0, eksenine yakin maddelerin ise 0, yetenegini (Sekil 3.-madde 1),
birincil olarak 6l¢tiigii soylenebilir. 0, ve 0, eksenleri arasinda 45”lik a1 yapan maddeler ise 6, ve 0,
yeteneklerinin her ikisini de esit olarak 6lgen maddelerdir (Sekil 3-madde?2).

madde 1

g2 madde 2

/ madde 3

o1

Sekil 3. Cok Boyutlu Farkli Ortiik Ozellik Kompozisyonundaki Maddelerin Grafiksel Gosterimi

Reckase (1997) ve Zhang (2008), ¢cok boyutlu madde ayirt ediciligi vektoriiniin yoniinii

ai
o, =arccos —— olarak tanimlamigtir.

Ornek olarak iki boyutlu bir maddenin ayiricilik parametreleri;
a; =0.652 ve

a,= 0.245 olarak hesaplanmis olsun. Hesaplanan a; degeri birinci boyuta ait ayiricilik parametresini,
a, ise ikinci boyuta ait ayiricilik parametresini ifade etmektedir. Bu maddeyi temsil eden toplam
madde ayirt edicilik parametresi;

CMA= y/a’ +a}, “dir ve CMA = J0.652% +0.245% = 0.696 olarak hesaplanir. Bu vektoriin yonii

ise;

a, = arccos — = arccos———= = 20,4 bulunur.
CMA

2

Hesaplanan bu deger maddeyi temsil eden madde ayiricilik parametresinin birinci ortiikk 6zellik ile
20, 4 derecelik bir ac1 yaptigim gostermektedir. Yani madde biiyiik oranda birinci ortiikk 6zelligi
olgmektedir (Sekil 4).
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GMA

01

' \L ai = 20,4

Sekil 4. CMA’nin Grafik Uzerinde Gosterimi

CMG (Sekil 4), tek boyutlu MTK’da madde gii¢liigiine (b) karsilik gelen, en iyi aywricilik giiciinii
veren ve orijinden 0 uzayina en dik egim noktasina uzakliktir. Parametrenin matematiksel ifadesi;

CMG= 4 seklindedir.
CMA

Formiildeki d; i maddesinin yer parametresini temsil etmektedir. Formiilden elde edilen ve orijinden
p=-50 noktasina olan uzakligin ifadesi olan CMG’niin isareti maddenin bagil giicliigiinii (relative
difficulty) ifade eder. Negatif CMG degeri maddenin bagil olarak daha kolay oldugunu, pozitif CMG
degeri maddenin bagil olarak daha zor oldugunu ifade etmektedir (Kao, 2007).

Cok Boyutlu MTK’da Bilgi Fonksiyonu

Cok boyutlu MTK’da bilgi fonksiyonu, tek boyutlu MTK’daki bilgi fonksiyonunun bir
uzantist olup, fonksiyonun matematiksel gosterimine bilginin dogrultusunun (direction of
information) eklenmesi ile gosterilmektedir. Cok boyutlu bilginin matematiksel ifadesi;

2
Cok Boyutlu Bilgi= 13.(9)[1—13.(9)(2 a, cosaik] seklindedir. Formiilde;
k=1

Pi(®)............... 0 yetenek diizeyindeki cevaplayicinin i maddesine dogru cevap verme olasiligini,
Olike e eveereeneennannns ortiik 6zellik kompozisyonundaki i maddesini temsil eden vektordiir. Bu vektor ©,
ekseni ile yapilan ag1 ile temsil edilir (Ackerman, 2005).

Cok Boyutlu Madde Tepki Kuram Analizlerinde Kullamlan Yazihhmlar

Artan ihtiyaglar dogrultusunda, MTK parametre tahminleri i¢in bir ¢ok bilgisayar programi
gelistirilmistir. Cok boyutlu MTK modellerinde kullanilan programlar MIRTE, MAXLOG,
TESTFACT ve NOHARM’dir. Bu programlar hem tek boyutlu, hem de ¢ok boyutlu modeller i¢in
analiz yapabilme esnekligine sahiptir. Bu programlar da kullandiklar1 tahmin yontemleri ve yetenek
kestirimi yapip yapamamalarma bagli olarak birbirinden farklilagsmaktadir (Lee, 2007).

TESTFACT programi, marjinal en ¢ok olabilirlik algoritmasini kullanarak tam bilgi madde
faktor analizi ile madde parametrelerini tahmin etmektedir. Program madde giicliik, ayirt edicilik ve
yetenek  parametresini kestirebilmekte fakat sans parametresini kestirememektedir. NOHARM
programi en kiiciik kareler ve tetrakorik korelasyon algoritmasi ile faktor analizine yaklastirma
teknigi ile madde parametrelerini kestirebilmektedir. NOHARM programi sadece madde giicliik ve
ayirt edicilik parametresini kestirebilmekte, sans ve yetenek parametresini ise kestirememektedir
(Bobcock, 2009).

Tek ve Cok Boyutlu MTK’nmin Karsilastirmasim Temel Alan Arastirmalar

Chang (1992)’mn yaptig1 arastirmada, Woodcock-Johnson Psycho-Educational Battery-
Revised testinin okuma becerisi ve matematik alt test verileri ile suni veri kullanilmis ve yetenek
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kestirimleri tek ve ¢ok boyutlu madde tepki kurami modelleri altinda incelenmistir. Arastirma
sonucunda, ¢ok boyutlu MTK ile elde edilen sonuglarin kuramsal ve ampirik olarak daha bilyiik
6lgme keskinligine sahip oldugu belirlenmistir. Bunun yaninda ¢ok boyutlu kuram altinda elde edilen
yetenek kestirimlerinin, tek boyutlu kuram altinda elde edilen yetenek kestirimlerine kiyasla, daha
diisiik standart hatalarinin oldugu ve daha keskin yetenek kestirimlerinin elde edildigi vurgulanmistir.

Spencer (2004) suni veri lizerinde yapmis oldugu ¢alismada, tek ve ¢ok boyutlu madde tepki
kurami modelleri altinda model ve yetenek parametre kestirimlerinin karsilagtirmasini yapmustir. Bu
arastirmada ayrica kullanilan yazilimlar da karsilastirilmistir. Aragtirma sonucunda, cevaplayicilarin
cok boyutlu ortiik 6zellikleri, ¢ok boyutlu 6lgme modeli ile tek boyutlu 6lgme modeline gére daha
hassas Ol¢limlere ulasildigi belirlenmistir. Ayrica ¢ok boyutlu veri matrisine, ¢ok boyutlu dlgme
modelinin daha iyi uyum gosterdigi belirlenmistir.

de la Tore ve Patz (2005), arastirmalarinda telafisel tipte 3-parametreli ¢cok boyutlu MTK
modelinin, tek boyutlu MTK’ya gore daha iyi kestirimlerde bulunup bulunamayacagini test
etmiglerdir. Arastirma sonucunda, ortiik 6zellikler arasi iligki biiyiikliigii 0.00 oldugunda ¢ok boyutlu
MTK’nin daha iyi kestirimlerde bulundugu, iligki biiyiikligii 1.00’°a dogru yaklastiginda ise tek
boyutlu MTK’nin tercih edilmesi gerektigi vurgulanmustir.

Seungho Yang (2007) yapmis oldugu arastirmada tek boyutluluk varsayiminin ihlalinin
parametre tahmini ve model veri uyumuna olan etkisini tek ve ¢ok boyutlu modeller altinda
incelemistir. Arastrma sonucunda, yetenek parametresi kestiriminde en biiyiik etkiyi test
uzunlugunun yaptigi, orneklem biiyiikliglinliin ise madde giiclik parametresi kestiriminde etkisi
oldugu gozlenmistir. Diger aragtirmalardan farkli olarak testlerde ortiik 6zellikler arasindaki iligki orta
diizeyden yiiksek diizeye kadar olan durumlarda c¢ok boyutlu MTK modellerinin daha kesin
kestirimlerde bulundugu, ancak ortiik ozellikler arasi iligki 0.0’a yaklastikca tek boyutlu Rasch
modelinin daha kesin kestirimlerde bulundugu ortaya konmustur.

Yukarida kisaca 6zetlenen arastirmalar ve ilgili alanyazin gdstermistir ki, ¢cok boyutlu MTK
ile ilgili uygulamalar egitim ve psikoloji alanindaki yerini gittikge artirmaktadir. Bunun yaninda
testlerin veya testlerde bulunan maddelerin sadece tek bir ortiik 6zelligi 6l¢tiiglini varsaymak ve bu
varsayim altinda 6l¢meler yaparak birey hakkinda karar vermek artik daha tartigilir hale gelmistir.
Buna karsin tek boyutlu MTK nin bu karsilanmasi oldukga gii¢ olan varsayimina karsin ¢ok boyutlu
MTK modellerinin kullanilmasi durumlarinda daha keskin, gecerli ve gilivenilir sonuglar alindig:
belirlenmistir. Ancak ¢ok boyutlu MTK’da cevaplayicinin maddeye dogru cevap verme olasiligini
grafiksel olarak gosteren yazilimlarmn hala ¢aligma asamasinda olmasi ve arastirmacilarin kullanimina
hizmet edememesi bu konudaki ¢alismalarin temel eksikligi olmaya devam etmektedir.

Tartisma

Egitim ve psikoloji alaninda tek boyutlu MTK modelleri yaygin olarak kullanilmasina
ragmen, kuramin tek boyutluluk varsayimimin 6zellikle basar1 ve yetenek testlerinde tamamiyla
kargilanmas1 oldukga giictiir (Hambleton, Swaminathan ve Rogers, 1991; Reckase, 1997). Tek
boyutluluk varsayiminin kargilanmadigi durumlarda tek boyutlu modeli, ¢cok boyutlu test verisine
uygulamak yetenek ve madde parametreleri kestirimlerinde gecerlik sorunlarini beraberinde
getirecek ve model-veri uyumunda 6nemli problemler ortaya ¢ikaracaktir. Ackerman (1994a-b)’in
belirttigi lizere cevaplayicimin performansini etkileyen birden fazla 6rtiik 6zellik varsa, ¢ok boyutlu
MTK modelleri kullanilmalidir. MTK modelleri ig¢in yapilan ¢aligmalarda (Drasgow ve Parsons,
1983, Hambleton, 1969; Aktaran; Kreiter, 1993) orta derecede ¢ok boyutlu verilere (moderate
degrees of multidimensionality), tek boyutlu modellerin uygulanmasi giiglii bir yap1 gostermesine
ragmen, veri grubunda ¢ok boyutluluk arttikca bilgi kaybma ve yetenek kestirimlerinin yanlig
yorumlanmasina yol agmaktadir. Tek boyutluluk varsayimimin ihlali model veri uyumsuzlugunu da
beraberinde getirmektedir. Tek boyutlu modeller altinda yapilan model veri uyumu testlerinde
ortaya ¢ikan uyumsuzluklarin en bilyilk nedeni test verisinin ¢ok boyutlulugudur. Yukarida
alanyazinda ¢ok boyutlu modellerin uygulanmasi hakkinda &zetlenen arastirmalar gdstermistir ki,
testlerin ¢ok boyutlu oldugu durumlarda yetenek ve madde parametrelerinin kestirimi daha gecerli
ve giivenilir sonuglar vermistir
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1987-2006 yillar1 arasinda Amerika Birlesik Devletleri Merkez Bankasi Bagkani olarak
calisan Alan GREENSPAN 2007 yilinda yazmis oldugu ‘Tiirbiilans Cag1 (The Age of Turbulance)’
adli kitabinin bir boliimiinde, gelistirilen ekonomik modelleri tartigsmis, daha spesifik ve parametre
sayisinin fazla oldugu modellerin daha gecgerli ¢ikarsamalarda bulundugunu belirtmistir. Paralel bir
diisiince ile Walker ve Beretvas (2003) tek ve ¢ok boyutlu madde tepki kurami modellerini
kargilagtirmis ve daha kompleks modellerin daha az hatali, daha giivenilir ve model veri uyumu daha
yiiksek oldugunu ortaya koymustur. Egitim alaninda arastirma yapanlarin amaci, bireyin verdigi
tepkilerden yararlanarak, bireyi karakterize eden en gecerli ve en giivenilir sonuglara ulagmaktir.
Bireyin verdigi tepkilerin en dogru bigcimde analiz edilmemesi, birey hakkinda verilecek yanlig
kararlara da temel hazirlayacaktir.

Psikometri alanindaki en biiyiik gelismelerden biri de MTK’ya dayali calismalardir.
Kuramin tek boyutlu modelleri egitim arastirmacilarina uzun yillar hizmet etmis ve etmeye devam
etmektedir. Kuramin ¢ok boyutlu uzantisi olan ¢ok boyutlu MTK, elektronik yazilimlarin ilerlemesi
ile alanda hizmet etmeye baslamus, artan bilgi ve teknoloji ile arastirmacilarin beklentilerini
kargisinda gelismeye devam edecektir.
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